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Numeéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEIl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, Ia
publication de base incorporant I'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

et 2,

Validitd de la présente publication

Le contepu technique des publications de la CEI est
constamrhent revu par la CEl afin qu'il reflete 1'état
actuel della technique.

Des repseignements relatifs a la date de
reconfirmfation de la publication sont disponibles dans
le Catalofue de la CEI.

Les rensgignements relatifs a des questions a I'étude et
des travajux en cours entrepris par le comité technique
qui a établi cette publication, ainsi que la liste_des
publications établies, se trouvent dans les docum Ci-
dessous:

s «$ite web» de la CEI*

. atalogue des publlcatlons de la CEI
blié annuellement et mis & jour régulié

atalogue en ligne)*

+ Bulletin de la CEI
Disponible a la fois a
cgmme périodique i

2TO

Terminplogie, sy
et litténaux

. Symboles littéraux a

S N\ la CEl 60417: Symboles
graphiqups utilisables SwAfe matériel. Index, relevé et
compilation/des’ feuilles individuelles, et la CEIl 60617:
Symboleys graphiques pour schémas.

Validity of this publicatiof

<pt under
hat the

ation of

b

ion and
pchnical
as well
d at the

4 I|shed yearly with regular updates
On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and|as a
printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are refgrred to
|EC 60050: /nternational Electrotechnical Vopabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols afd signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter synbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, suryey and
compilation of the single sheets and IEC| 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

*

See web site address on title page.


https://iecnorm.com/api/?name=5327123b33f319d6fa41e0755ee0515a

NORME CEl
INTERNATIONALE IEC

INTERNATIONAL 60747-3-1
STAN DARD | QC 750001

Premiére édition
First edition
1986-07

Fis les
ces
pur

DN

al (including switching) and
diodes

n One - Blank detail specification for
nal diodes, switching diodes and
ontrolled-avalanche diodes

© IEC 1986 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut étre reproduite ni  No part of this publication may be reproduced or utilized in
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun any form or by any means, electronic or mechanica’
procédé, électronique ou mécanique, y compris la photo- including photocopying and microfilm, without permission in
copie et les microfilms, sans I'accord écrit de I'éditeur. writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch

Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
MemayHapoanas OnexrporexHuueckan Homucceus

CODE PRIX L
PRICE CODE

Pour prix, voir catalogue en vigueur
[ For price, see current catalogue



https://iecnorm.com/api/?name=5327123b33f319d6fa41e0755ee0515a

— 2 — 747-3-1 © CEI 1986

COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Troisieme partie: Diodes de signal (y compris les diodes de commutation)
et diodes regulatrices
Section un — Spécification particuliére cadre pour les diodes de signal,
les diodes de commutation et les diodes a avalanche controlée

PREAMBULE

mesure possible un accord international sur les sujets examinés.

2

~

Ces décisions constituent des recommandations internationales et sofit

3) |Dans le but d’encourager l'unification internationale, la CEY exp,
dans leurs régles nationales le texte de la recommandatio A esute ou les conditions [nationales le

permettent. Toute divergence entre la recommandatio 2 ¢gle_nationale correspondante Hoit, dans la

[.a présente norme ite d’Etudes n° 47 de la CEI: Digpositifs a

serpiconducteurs.
Cette norme est [uneV$peci } partisyliere cadre pour les diodes de signal, les diodes de
cofnmutatio es

e texte de cette

N Négle des Six Mois Rapport de vote

47(BC)896 47(BC)939

Pour de
Hessus.

aples renseignements, consulter le rapport de vote mentionné dans [le tableau

i,
§

C

Le ‘riuméro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publicatipn est le
numéro de spécification dans le Systtme CEI d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).

Autres publications de la CEI citées dans la présente norme:

Publications n°s 68-2-17 (1978): Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique, Deuxiéme partie:
Essais, Essai Q: Etanchéité.

191-2 (1966): Normalisation mécanique des dispositifs & semiconducteurs, Deuxiéme partie:
Dimensions.

747-3 (1985): Dispositifs a semiconductors — Dispositifs discrets — Troisiéme partie: Diodes de
signal (y compris les diodes de commutation) et diodes régulatrices.

749 (1984): Dispositifs a semiconducteurs — Essais mécaniques et climatiques.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 3: Signal (including switching) and regulator diodes

Section One — Blank detail specification for signal diodes, switching diodes
and controlled-avalanche diodes

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by h all

the Nafional Committees having a special interest therein are represented, , an
internatjonal consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They hgve the form of recommendations for international use and they afes e 3¢ National Committeps in
that sense.

3) In ordef to promote international unification, the [EC expresses the wi g 3 hdopt
the tex{ of the IEC recommendation for their national rules i erfditions will permit. | Any
divergerjce between the IEC recommendation and the corref 127 ndti Sshould, as far as possibl¢, be

clearly Indicated in the latter.

This $tandard has been
Devices.

1 Committee No. 47: Semiconduftor

This standard is . a
controllefl-avalanch€é digdes.

ion for signal diodes, switching diodes [and

The text of this standar ollowing documents:

Wths’ Rule Report on Voting
N \ \7@0)896 47(C0)939

Furthear informtation chp be found in the Report on Voting indicated in the table above.

The QCl number that appears on the front cover of this publication is the specification
number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Other IEC publications quoted in this standard:
Publications Nos. 68-2-17 (1978): Basic Environmental Testing Procedures, Part 2: Tests, Test Q: Sealing.
191-2 (1966): Mechanical Standardization of Semiconductor Devices, Part 2: Dimensions.
747-3 (1985): Semiconductor Devices ~ Discrete Devices — Part 3: Signal (including Switching)

and Regulator Diodes.
749 (1984): Semiconductor Devices — Mechanical and Climatic Test Methods.
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS
Dispositifs discrets

Troisieme partie: Diodes de signal (y compris les diodes de commutation)
et diodes regulatrices
Section un — Speécification particuliére cadre pour les diodes de signal,
les diodes de commutation et les diodes a avalanche contrdlée

Fat v
TTTOTN

e Systtme CEI d’assurance de la qualit¢ des composants fonctionne

de définir

le§ procédures d’assurance de la qualité de telle facon que les camposauts’dlectxoniques livrés

p
SO

ca
su

R

14
(1]

(2]
3]
(4]

un pays participant comme étant conformes aux exigeficesNd écificagion [applicable
ent également acceptables dans les autres pays participants\sans nése€ssiter d essais.

wrticuliéres
ires concernant les dispositifs & semiconducteurs; elle dqirstre utilisée avec les pfyiblications
vantes de la CEI:

747-10/QC 700000 (1984): Di i 1 /8¢ Dixiéme partie: Spécification
ENerny 1i 1 rets et les circuits intégrés;

747-11/QC 750000 (1985):

ducteurs, Onziéme partie: Speécification
positifs discrets.

nseignements nécedsai

Les nom ¢ ets \syr’ cette page et la page suivante correspopdent aux
Jications suivame 1 ; portées dans les cases prévues a cet effet.

ational de Normalisation sous l’autorité duquel la spécification

a speécification particuliére.

Numéros de r¢férence et d’édition des spécifications générique et intermédiaire.

Numeéro national de la spécification particuliére, date d’édition et toute autre ipformation

requise par le systeme national.

Identification du composant

(5]
[6]

Type de composant.

Renseignements sur la construction et les applications typiques. Si un dispositif peut avoir
plusieurs applications, cela doit étre indiqué dans la spécification particuliére.. Les
caractéristiques, les limites et les exigences de controle relatives a ces applications doivent
étre respectées. Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, les précautions
nécessaires a observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliére.
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SEMICONDUCTOR DEVICES
Discrete devices

Part 3: Signal (including switching) and regulator diodes

Section One — Blank detail specification for signal diodes, switching diodes

and controlled-avalanche diodes

INTRODUCTION
The tEC Quality Assessment System for Electronic Components is opeg r]aance
with the statutes of the TEC and under the authority of the IEC. The . 8bject (0 Em s
to defipe quality assessment procedures in such a manner that electi alpased
by one| participating country as conforming with the requirements o figation
are equally acceptable in all other participating countries without\the nee ng.
This | blank detail specification is one of a series for
semicomductor devices and shall be used with the followi
- 747-10/QC 700000 (1984): Semiconductor Devicg screte
Devices amd In 4
— 747-11/QC 750000 (1985): Semiconducto bcrete
Devices.
Requirad information
Numbers shownpNn b ge following page correspond to the follpwing
items df require :
Identifi
1] The detail
spe¢i
[2] The
3] The
[4] The natienal number of the detail specification, date of issue and any further information
required by the national system nll

Identification of the component

[5] Type

of component.

[6] Information on typical construction and applications. If a device is designed to satisfy
al applications, this should be stated here. Characteristics, limits and inspection
requirements for these applications shall be met. If a device is electrostatic sensitive, a
caution statement should be added in the detail specification.

sever
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[7] Dessin d’encombrement et/ou référence aux documents correspondants pour les
encombrements.
[8] Catégorie d’assurance de la qualité.

[9] Données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre la comparaison
des types de composants entre eux.

@%
S

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets sont destinés a guider le rédacteur
de spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliére.]

[Dans toute cette norme, lorsqu’une caractéristique ou une valeur limite s’applique, «x» signifie
qu'une valeur est a introduire dans la spécification particuliére.]
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[7] Outline drawing and/or reference to the relevant document for outlines.

[8] Category of assessed quality.

[9] Reference data on the most important properties to permit comparison between component
types.

@C‘@
S

[Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to the
specification writer and should not be included in the detail specification.]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, “x” denotes that a value
shall be inserted in the detail specification.] '
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[Nom (adresse) de 'ONH responsable @ | QC 750001 - xxx 0
(et éventuellement de I'organisme aupres duquel la spécification [\N° de la spécification particuliére

peut étre obtenue).] IECQ, plus n° d’édition et/ou date.]

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE @ | [Numéro national de la spécification particuliére ] @
CONTROLEE CONFORMEMENT A: [Cette case n'a pas besoin d’étre utilisée si le numéro national
Spécification générique: Publication 747-10/QC 700000 est identique au numéro 1ECQ.]

Spécification intermédiaire: Publication 747-11/QC 750000
[et références nationales si elles sont différentes).

NN

SPECIFICATION PARTICULIERE POUR: N ®
[Numeéro(s) de type|du ou des dispositifs.]
Renseignements & donner dans les commandes: voir article 7 de cette norme.
RN
. . N

1. Description|mécanique
Références d’enfombrement: \®\ ®
CEI 191-2..... [dbligatoire si disponible] et/ou nationales [s’il
n’existe pas de dessin CEI).
de commutation (Sw);

Dessin d'encomprement 3 avalanche controlée (C-A):
[peut étre transfiéré, ou donné avec plus de détails, & I'article 19 de ( miconducteur: [Si}
cette norme]. Encapshlation: [boitier avec ou sans cavité].
[1 :;'gi{;ic::igﬁff l{’:r'r:;i; ceme s pYis 3. Catégories d’assurance de la qualité
symboles graphjques]. . . .

[a choisir dans le paragraphe 2.6 de la spécification gérjérique]. ®
Marquage: [lettfes€vchiffres, ou code de couleurs]. Données de référence ®
[La spécificatiop_particuliére doit indiquer les informations 4 mar-
quer sur le dispositif.}
[Voir le paragraphe 2.5 de la spécification générique et/ou Iarticle
6 de cette norme.]
[Indication de la polarité, si I'on utilise une méthode spéciale.]

Se reporter a la Liste des Produits Homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants conformes a cette spécification
particuliére sont homologués.
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[Name (address) of responsible NAI @ | QC750001 - xxx @
(and possibly of body from which specification is available).] [Number of IECQ detail specification.
plus issue number and/or date.]
ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED (@ | [National number of detail specification.] @
QUALITY IN ACCORDANCE WITH: [This box need not be used if national number repeats IECQ number.]
Generic specification: Publication 747-10/QC 700000
Sectional specification: Publication 747-11/QC 750000
fand national references if different].
DETAIL SPECIFICATION FOR: \) ®
[Type number(s) of the relevant device(s).]
Ordering information: see Clause 7 of this standard.
1. Mecharical description Sh@esc}ip\lw
Outline rdferences: , ambient or case-rated, incjuding: ®
1EC 191-p..... [mandatory if available] and/or nationt (Sig.);
no [ EC dutline}. (Sw);
ntrolled=avalanche diodes  (C-A).
QOutline drawing nductor material: [Si]
[may be tfansferred to or given with more details in lation: [cavity or non-cavity]
this standard].
Terminal fidentification . .
(drawing howing pin as¢ 3 symbols]. 3. Categories of assessed quality
[from Sub-clause 2.6 of the generic specification],
Marking[letters and figy gr colour code].
Reference data ®

marked dnithe device. if any.]
[See Sub-¢&

{The del:{l specification shalf’ prescribe the information to be

lause—2-5-of gAnpr;r\ cpnn;ﬁnoﬁnn apndZor Clause 6 of thic

standard.]
[Polarity indication, if special method is used.]

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the current Qualified Products List.
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4. Valeurs limites (systéme des valeurs limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf
spécification contraire.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les valeurs
limites supplémentaires éventuelles a ’endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a l'article 10 de cette norme.]

Valeur
Paragraphe Parameétres Symbole
Min. Max.
4. Températures de fonctionnement, ambiantes ou de boitier X X
4.2 Températures de stockage X X
4. Tension inverse, avec courbe de réduction en température si nécessaire (voir
4.3.1 - tension inverse continue X
432 — tension inverse de pointe (si elle est différente) pour des conditions d’j
cifiées R X
4.4 Courant direct, dans des conditions de montage spécifiées, s’il y a Ji
44.1 - courant direct continu /i en fonction de la température (voir
442 — courant direct de pointe répétitif dans des conditions de fon I X
443 Pour Sw et C-A uniquement:
- courant direct de surcharge accidentelle, dans des co
cifiées Tesm X
45 S'il y a lieu, dissipation de puissancefexigences
tage a spécifier):
456.1 ~ soit: dissipation de puissance maxirn
article 10)
4p5.2 — soit: température maximale virtuglie (équivalentg)de | T X
et dissipation de puissance maxi P X
456 Pour C-A uniquen
Dissipation de pu
dentelle Prrmisrsm
et/ou: X
Energigunvesse de poi Egrmrsm
(ave@pré 1101, t
V& \Y%
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4. Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply over the operating temperature range, unless otherwise specified.

[Repeat only sub-clause numbers used, with title. Any additional values should be
given at the appropriate place, but without sub-clause number(s).]

[Curves should preferably be given under Clause 10 of this standard.]

Value
Sub-clause Parameters Symbol
Min. Max.
4.1 Operating ambient or case temperatures b/case 3 X
4.2 Storage temperatures ' [ X X
43 Reverse voltage, with temperature derating curve if necessary (see Clause 10):
4.3.1 — continuous (direct) reverse voltage 4\ X
432 — peak reverse voltage (if different) under specified pulse conditions M X
4.4 Forward current, where appropriate, under specified mounting conditions?
44.1 — continuous (direct) forward current I versus temperature {see Clap$eN0)
442 — repetitive peak forward current under specified operating conditi Term X
443 For Sw and C-A only:
— surge forward current, under specified operating conditiofis Tesm X
4.5 Where appropriate, power dissipation (special requirgments\of ventilation or mount-
ing should be specified):
4.5.1 — either: maximum power dissipation
4.5.2 ~ or maximum virtual (equivalent) junctio atuxe T
and maximum power dissipation P X
4.6 For C-4 only:
Repetitive peak and/4r suxge r Prrm/rsm
and/or: X
Repetitive peak /ors -~ Egrm/rsM
(with any qualifikati

N | \>V
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Caracteéristiques électriques (voir larticle 8 de cette norme pour les exigences de controle)

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les
caractéristiques supplémentaires éventuelles 4 [’endroit voulu, mais sans numéro de
paragraphe.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliere, il
convient d’indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes successives, en évitant de
répéter les valeurs identiques.}

Caractéristiques et conditions a T, ou T, =25 °C Valeur
Haragraphe sauf spécification contraire ole Essayé
(voir article 4 de la spécification générique) Min!Max.
5.1 Courant inverse pour la tension inverse continue maximale Vymax. X A2b
5.2 Courant inverse pour une tension inverse continue spécifiée Vg, (de préfi
rence Vymax.) et & haute température * X C2b
53 Tension directe a fort courant direct I, (en continu ou en impulsi
comme spécifié) X A2b
5.4 S'il y a lieu, tension directe a faible courant direct /I, (en conti
pulsions comme spécifié) b2 X C2b
5.5 Capacité a faible V; spécifié, f=1 MHz (de préférefice) Cion X C2a
5.6 Sw uniquement: Temps de recouvrement inverse t, X
ou: A3
Charge recouvrée dans des copditio Q. X
5.7 Sw et C-A uniquement:S'il y a i@
conditions spécifiées T X A3
1, X Cla
Vigr) X X A2b
R(Mj—;\mh)
ou X
R(h(j»cu.w)
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5. Electrical characteristics (see Clause 8 of this standard for inspection requirements)

[Repeat only sub-clause numbers used, with title. Any additional characteristics should
be given at appropriate place but without sub-clause number.]

[When several devices are defined in the same detail specification, the relevant values
should be given on successive lines, avoiding repeating identical values.]

[Curves should preferably be given under Clause 10 of this standard.]

Characteristics and conditions at T, or Ty, = 25 °C Vaiue
Sub-clause unless otherwise specified Tested
(see Clause 4 of the generic specification) w IMax.
N

5.1 Reverse current at maximum continuous reverse voltage Vymax. A2b
52 Reverse current at specified continuous reverse voltage Vg, (preferably \

Vymax.) and at a high temperature * \3/ C2b
53 Forward voltage at high forward current /¢, (continuous (direct) or pulse

specified) X A2b
5.4 Where appropriate, forward voltage at low forward current I, (contiquou

(direct) or pulse as specified) X C2b
5.5 Capacitance at low specified Vg, f= | MHz (preferred) X C2a
5.6 Sw only: Reverse recovery time 1 X

or: A3

Recovered charge, under specified cg Q. X
5.7 Sw and C-A only: Where appropriate,

conditions 1, X A3
5.8 Sig only: For detector applications only, detector voagese

specified conditions /3 X C2a
5.9 C-A only: Avalanc

(pulse as specified) Visr) X X A2b
5.40 When virtual j i ! asa ratipg: maximum value of > Ryygumn

thermal resist. i or lead with specified clam- or X

ping dj € Ringjcasey

* Minium 100 °C for si
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6. Marquage

[Préciser ici tous les renseignements particuliers autres que ceux de la case (7,
et/ou du paragraphe 2.5 de la spécification générique.]

Renseignements a donner dans les commandes

[Sauf spécification contraire, les renseignements suivants constituent le
nécessaire pour passer commande d’un dispositif donné:

— référence précise du modéle (et valeur de la tension nominale, si nécessaire);

CET 1986

(article 1)

minimum

— référence IECQ de la spécification particuliére avec numéro d’éditiom\et/ ol cliate selon

le cas;

— catégorie d’assurance de la qualit¢é définie au paragrQ
intermédiaire et, si nécessaire, séquence de sélection d
méme spécification;

- toute autre particularité.]

SELON LA CATEGORIE D’ASSURANCE DE LA QUALITE]

sEcification
.6 de cette

wvient de spécifier les valgurs et les
dé¢le donné, conformément aux i

Indications

rédaction

culiere, il

et/ou les valeurs correspondantes sur des lignes

s valeurs

ce qui suit
riicle 4 de

FDIAIRE,

[POUR LE GROUPE 4, LE CHOIX ENTRE LES SYSTEMES NQA OUNQT EST A

FAIRE DANS LA SPECIFICATION PARTICULIERE]


https://iecnorm.com/api/?name=5327123b33f319d6fa41e0755ee0515a

747-3-1 © IEC 1986 — 15 —

6. Marking

[Any particular information other than given in box (7) (Clause 1) and/or Sub-clause 2.5
of the generic specification shall be given here.]

7. Ordering information

[The following minimum information is necessary to order a specific device, unless
otherwise specified:

— precise type reference (and nominal voltage value, if required);

— gny other particulars.]

8. Test |conditions and inspection requirepients

[These are given in the following e va and exact test conditionf to
be [used shall be specified as requifed f 1ye ¢, and as required by the releyant
test in the relevant publigation.]

[The choice between\altexqative test ethods shall be made when a dptail
spdcification is writien ]

[When seve 2yi 2 i d_ i the same detail specification, the relepant
conditions and/gr ya k be “givén on successive lines, where possible avoifling

regetition of idg

Throughfour~ghe Bxt, reference to sub-clause numbers is made with respect 1d the
generi BCl N erwise stated and test methods are quoted from Clause 4 of
the 208

|[FOR "SAMPLING™ REQUIREMENTS, EITHER REFER TO, OR REPRODUCE,
VALUESTOF ‘CLAUSE 3.7 OF SECTIONAL SPECIFICATION, ACCORDING| TO

ARPLICABLE CATEGORY(IES) OF ASSESSED QUALITY ]

FOR GROUP A4, THE CHOICE BETWEEN AQL OR LTPD SYSTEM SHALL BE
MADE IN THE DETAIL SPECIFICATION.]
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Aucun essai n'est destructif (3.6.6)
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GROUPE A

Contréles lot par lot

-3-1 © CET 1986

Limites des
Conditions & T, ou T, .. = 25 °C exigences
Examen ou essai Symbole Réf. sauf spécification contraire de controle
(voir article 4 de la spécification générique)
Min. Max.
Sous-groupe Al .
Examen visuel externe 4.2.1.1
flé inversée
Spus-groupe A2a rog
. o . ou K>[10 Ve max.]
Oispositifs inopérants . b{lg> 100 Iymax]
Spus-groupe A2b
(ourant inverse Iq, D-002 Vg = [maximum contin X
Tension directe Ve D-001 Iy, = [éleve, en > X
(-4 seulement
Tension de claquage Visry me X X
Sous-groupe A3
Sw seulement
Temps de recouvrement inverse t X
o
(fharge recouvrée o, = X
gw/C-A seulement
il y a lieu:
Temps de recouvrement direct b 5 + = [spécifiés] X
[\/\ % Tension de recouvrement directe:
voir D-005]
A N N
SJous-groupe \ \/
[$1 nécessaire]
/\ NN
{* |Conditions prg } impMsions: 1,)= 300 us, 6 < 2%.]
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All tests are non-destructive (3.6.6)
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GRouUP A

Lot by lot

. . Inspection
Conditions at T, or T, = 25 °C requirement
Inspection or test Symbol Ref. unless otherwise specified limits
(see Clause 4 of the generic specification)
Min. Max.
Sub-group Al
External visual examination 42.1.1
Sub-group A2a frrverted pulali y
Inoperative devices [10 Fimgx ]
{imax.]
Sub-group| A2b
Reverse cirrent Iy, D-002
Forward voltage Ve, D-001 X
C-A only
Breakdowp voltage Vier) D-009 X
Sub-group| A3
Swonly )
Reverse r¢covery time I, D- X
or
Recovered charge Q. D-003 b3
N

Sw/C-A oply
Where appropriate:
Forward recovery time D-0 X
Sub-grouy A4
[if required)

[* Preferreq pulse condition

Note. — Rpferences for meéa

¢tho 1onal specification 747-11/QC 750000.
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GROUPE B

Contréles lot par lot

(dans le cas de la catégorie 1. voir la spécification générique. paragraphe 2.6)

LIS = limite inférieure de la spécification

. . . d e A
LSS = limite supérieure de la spécification } " group

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Limites des
Conditions a T, ou T, =25 °C exigences
Examen ou essai Symbole Reéf. sauf spécification contraire de contrdle
(voir article 4 de la spécification générique)
Min Max.
TN
Sous-groupe Bl
PDimensions 422, [Volr article 1
ann. B e cette
\ horme]
'
Sous-groupe B3 >
Robustesse des sorties
Bi applicable:
@ Pliage des fils (D) 749, Force = Pas de
1.2 détgrioration

Sous-groupe B4
Boudabilité 749, ; bai de soudure v Ktamage
\II, 2<l/\\ p fere] : correct

Sous-groupe BS \
Variations rapides de AN 749, Comme spéci le]
fempérature, 11, 1

Kuivies soit par:

- Essai cyclique de
chaleur humide (D)
(pour les dispositifs
avec les mesures finaley:

me spécifié]

- </(/77/\ A

Courant inverse Comme en A2b LSS
Tension dire % Comme en A2b LSS
et, pour C-A, ndeclaguage Comme en A2b LIS LSS
koit par: >
- Etanchéité 749, Paragraphes 7.2, 7.3 ou 7.4 combinés

(pour les disRositifs 3 11, 7 avec essai Qc, 68-2-17
Sous-gr
Endyran 747-3, {Polarisation en inverse ou fonctionne-

ch. Vv ment a haute température]

avec les
Courant inv Comme en A2b 2 LSS
[Tension directe Ve Comme en A2b 1,1 LSS
et, pourC-A, Tension de claquage Visr) Comme en A2b 0,95 IS | 1,05 LSS

Sous-groupe RCLA Informations par attributs pour B3, B4, B5 et B8
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(in the case of category I, see the generic specification, Sub-clause 2.6)
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Grour B

Lot by lot

LSL = lower specification limit
USL = upper specification limit

} from group A

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

Inspection
Conditions at T, or T, =25°C requirement
Inspection or test Symbol Ref. unless otherwise specified limits
(see Clause 4 of the generic specification)
: Min Max
Sub-group BI
Dimensi¢ns 4.2.2,
A\
Sub-group B3 \
Robustngss of terminations.
Where agplicable:
® Lead Bending (D) 749, Force = [see 749, 1], 1. No damage
1.2 /'\
Sub-group B4 \/
Solderabflity 749, [Am sokde ba@refe ed] Good wetting
1L, %
Sub-group BS \j
Rapid chhnge of 749, Wi
temperatpire, H1/1
followed oy either:
— Damp peat, cyclic (D) 74
(for non-cavity devices) 14
with fina| measurements:
Reverse qurrent in A2b US§L
Forward poltage V AsAn A2b U§L
and. for €C-A, Breakdowg age Ve sin A2b LSL USL
or:
— Sealing 4 Sub-clauses 7.2. 7.3 or 7.4 combined
(for cayity devices) (\ \ 1Y, 7 with Test Qc. 68-2-17
Sub-group B8
Electrical enduranse (168 747-3, [High-temperature reverse bias or opera-
ch.V ting life]
with fina| measi >
Reverse qurrent Iy As in A2b 2UYSL
Forward foltage Ve As in A2b 1.1 YSL
and. for ¢-A/Breakdown voltage Visr) As in A2b 0.95 LSL | 1.05 USL

Vais % o)

Sub-groi

7
CIICE

Attributestrformmationfor B3 B4 BTt 88
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Groupre C

Contréles périodiques

|

LIS = limite inférieure de la spécification
LSS = limite supérieure de la spécification

} du groupe A

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Limites des
. Conditions a T, 0u T, = 25 °C exigences
Examen ou essai Symbole Ref. sauf spécification contraire

(voir article 4 de la spécification générique)

de controle

Min. Max.

Sous-groupe Cl
Dimensions 422,
ann. B

ir article |

v
\ie ette norme]

Sous-groupe C2a

Capacité totale Co D-006
D

Pour application en
détecteur seulement:
Rendement de détection en tension| 8 D-007 X
Sous-groupe C2b
S’il y a lieu,
Tension directe Ves D-001

X
Courant inverse Ik< -0

X

N
Sous-groupe C2¢
C-A seulement:
Dissipation de puissance igver rsm e r
Energie transitoire en inverse Ersm” Egiy D-0 x
N

Sous-groupe C,
Robustesse 'es
Traction (D)

9,
\ 1. 1.1 A
i 749 Valeurs = {spécifiées] Pas df détérioration

et/ou
11, 1.4
749, [Comme spécifié]
11,2.2
Comme en A2b LSS
Comme en A2b LSS
Comme en A2b LIp LSS
Séus-groupe C5
non applicable
Sous-groupe C6
Vibrations ou chocs, 749,11,
suivis par accélération constante 3,4,5
[pour les dispositifs a cavité uni-
quement]
avec les mesures finales:
Courant inverse Iy Comme en A2b LSS
Tension directe Ve Comme en A2b LSS
et, pour C-A, Tension de claquage Visr) Comme en A2b LIS LSS

(Suite du tableau, page 22)
{ * Conditions préférentielles d'impulsions: 7, = 300 us, 6 < 2%.]
[** Peut ne pas étre exigée pour des boitiers spéciaux, tels les boitiers microminiatures.]
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